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DISCIPLINA: Metrologia |

Vigéncia: a partir de 2023/1 Periodo letivo: 3°semestre
Carga horéria total: 30h Caédigo: [ver sistema académico]
CH Extensao: nsa CH Pesquisa: nsa

CH Prética: nsa % EaD: nsa

Ementa: Metrologia: importancia e conceitos basicos. Instrumentos de medicéo:
paquimetros, micrometros, reldégio comparador e apalpador, goniémetros.
Fontes de erros nas medi¢cdes com micrémetros. Blocos-padrdo. Instrumentos
auxiliares de medicdo. Calibracdo. Conhecer normas de calibragdo para
instrumentos e normas para certificacdo de equipamentos e de laboratérios.

Conteudos

UNIDADE | — Instrumentos de Medicéo

1.1 Paquimetros
1.1.1 Definicdo e aspectos gerais de uso
1.1.2 Tipos e caracteristicas construtivas
1.1.3 Aspectos operacionais

1.2 Micrdmetros
1.2.1 Definicéo e aspectos gerais de uso
1.2.2Tipos e caracteristicas construtivas
1.2.3 Aspectos operacionais

1.3 Relégio comparador e apalpador
1.3.1Definicéo e aspectos gerais de uso
1.3.2Tipos e caracteristicas construtivas
1.3.3 Aspectos operacionais

1.4 Gonibémetros
1.4.1Definicdo e aspectos gerais de uso
1.4.2Tipos e caracteristicas construtivas
1.4.3 Aspectos operacionais

1.5 Blocos-padréo
1.5.1Definicéo e aspectos gerais

1.6 Instrumentos auxiliares de medicéo
1.6.1 Desempenos
1.6.2Réguas
1.6.3Esquadros
1.6.40utros
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